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Verfahren zum Einbringen wenigstens einer Innengravur in einen flachen Kérper und

Vorrichtung zum Durchfiihren des Verfahrens

(57) Bei einem Verfahren zum Einbringen wenig-
stens einer Innengravur in einen flachen Kérper insbe-
sondere aus fransparentem Material, vorzugsweise in
ein Flachglas, der eine mechanische Vorspannung auf-
weist bzw. der nachfolgend eine mechanische Vorspan-
nung erhélt, ist vorgesehen, daB fiir das Einbringen zu-
mindestens ein Strah! hoher Leistungsdichte verwendet
wird, der in einem Wirkvolumen unmittelbar unterhalb

der Oberflache des flachen Kérpers fokussiert wird.

Eine Vorrichtung. vorzugsweise zur Durchfihrung
des Verfahrens, umfassend wenigstens eine Strahlen-
quelie zum Erzeugen des Strahls hoher Leistungsdich-
te, eine Fokussieropiik zum Fokussieren des Strahis
und eine Haltevorrichtung flir den flachen Kémper, zeich-
net sich dadurch aus, daB sie eine MeBeinrichtung zum
Messen des Abstandes zwischen der Fokussieroptik
und der Obetflache des flachen Kdrpers aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betriffit ein Verfahren zum Ein-

bringen wenigstens einer Innengravur in einen flachen -

Korper insbesondere dus transparentem Material, vor-
zugsweise in ein Flachglas, der eine mechanische Vor-
spannung aufweist bzw. der nachiolgend eine mecha-
nische Vorspannung erhalt.

[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung
zum Einbringen wenigstens einer Innengravur in einen
flachen Kérper, insbesondere aus transparentem Mate-
rial, vorzugsweise in ein Flachglas, der eine mechani-
sche Vorspannung aufweist bzw, der nachfolgend eine
mechanische Vorspannung erhalt, umfassend wenig-
stens eine Strahlenquelle zum Erzeugen des Strahis
hoher Leistungsdichte, eine Fokussieroptik zum Fokus-
sieren des Strahls und eine Haltevorrichtung fiir den fla-
chen Kérper, insbesondere zur Durchiihrung des vor-
bezeichneten Verfahrens.

[0003] Flache Korper, vorzugsweise Flachglaser,
werden fur bestimmte Einsatzzwecke mechanisch vor-
gespannt. Durch das Vorspannen wird eine héhere me-
chanische Festigkeit erzieit. Das Vorspannen bewirki
zudem die Einstellung eines spezifischen krimeligen
Bruchverhaltens, um eine Verletzungsgefahr bei Bruch
des flachen Korpers zu verhindern.

[0004] Durch das Vorspannen werden in einem fia-
chen Kérper Abschnitte gegensétzlicher mechanischer
Spannungen erzeugt. In der Regel stehen die Oberfla-
che bzw, die Oberflachen des flachen Kbrpers und die
unmittelbar darunter liegenden Abschnitte unter Druck-
spannungen, wahrend der Kernbereich des flachen
Koérpers unter Zugspannung steht.

[0005] Verfahren der eingangs genannten Gatiung
sind fiir die technische Kennzeichnung oder fir die De-
koration von dreidimensionalen Kérpern bekannt. Bei-
spielsweise werden durch Innengravuren kompakte
Glaskorper, wie Glaswiirfel oder Glaskugeln, dekoriert
oder gekennzeichnet.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit
einem Verfahren der eingangs genannten Gattung auch
vorgespannte flache Kérper bzw, fiir eine Vorspannung
vorgesehene flache Kdrper insbesondere aus transpa-
rentern Material mit einer Innengravur zu versehen.
Weiterhin soll eine Vorrichtung zum Durchfihren des
Verfahrens aufgezeigt werden.

[0007] Diese Aufgabe ist verfahrensseitig erfindungs-
gemdaB dadurch geldst, daB fiir das Einbringen der In-
nengravur zumindestens ein Strahlmit hoher Leistungs-
dichte verwendet wird, der in einem Wirkvolumen un-
mittefbar unterhalb der Oberfliche des flachen Kérpers
fokussiert wird.

[0008] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird
fiir das Einbringen der Innengravur ein Strahi hoher Lei-
stungsdichte verwendet. Dieser Strahl, vorzugsweise
ein Laserstrahl, wird in einem Wirkvolumen unmittelbar
unterhalb der Oberfliche des flachen Kérpers fokus-
siert. Aus dem Wirkvolumen wird ein Innengravurpunki
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ausgebildet. Aufgrund der Fokussierung unmitielbar un-
terhalb der Obetflache des flachen Kérpers ist der her-
gestelite Innengravurpunkt gleichfalls unmittelbar unter-
halb der Oberfliche des flachen Kbrpers angeordnet.
Die Innengravur wird dabei vorzugsweise aus mehre-
ren, voneinander jeweils separaten Innengravurpunk-
ten ausgebildet, wobei jeder Innengravurpunkt durch
ein Wirkvolumen ausgebildet wird.

[0009] Durch das erindungsgemaBe Fokussieren
des Strahis hoher Leistungsdichte unmittelbar unter-
halb der Oberflache des flachen Kérpers sind der bzw,
sind die Innengravurpunkte in dem Abschnitt des fia-
chen Kérpers angeordnet, der unter Druckspannung
steht. Es wird somit vermieden, Innengravurpunkte im
Kernbereich des flachen Korpers, beispielsweise einer
Flachglasscheibe, anzuordnen, der unter Zugspannung
steht.

[0010] Das erfindungsgemaBe Verfahren ist auch bei
einem flachen Koérper anzuwenden, der nach einem
Einbringen von innengravurpunkien mechanisch vorge-
spannt wird. Auch bei diesem Koérper ist nach dem er-
findungsgemaéBen Verfahren vorzugehen, sind also die
Innengravurpunkte unmittelbar unterhalb seiner Ober-
flache anzuordnen. Die Innengravurpunkte werden
nach dem erfindungsgemaBen Verfahren deratt unmit-
telbar unterhalb der Oberfliche des flachen Korpers an-
geordnet, daB sich die Innengravurpunkte innerhalb ei-
ner Schicht befinden, deren Dicke etwa 25 % der Ge-
samtdicke des Korpers betragt. Der Strahl hoher Lei-
stungsdichte wird somit derart fokussiert, daf3 die Wirk-
volumina im oberen Viertel des zu behandeinden Kor-
pers ausgebildet werden, wobei die Oberflache des Kor-
pers nicht verletzi wird.

[0011] Jeder Innengravurpunkt wird vorzugsweise
mit einem Durchmesser ausgebildet, der etwa gleich
dem Abstand einander benachbarter Gravurpunkie ist.
Ein zu enges Anordnen einander benachbarter Innen-
gravurpunkte wiirde zu einer Schwachung des gravier-
ten Materials fiihren, die insbesondere bei einer Vor-
spannung zum Zerbrechen des Materials fiihren kénn-
te. Dann wiirde namlich eine lokale Zerstérung bei Auf-
treten von Zugspannungen weiter reiBen und der Kér-
per zerstort werden. Der Durchmesser eines Innengra-
vurpunktes betrigt beispielsweise 100 bis 300 um.
[0012] Mit dem erfindungsgeméflen Verfahren kén-
nen nach einer Weiterbildung der Erfindung wenigstens
drei Innengravurpunkte dreidimensional zueinander an-
geordnet werden. Es ist somit méglich, neben zweidi-
mensionalen auch dreidimensionale Innengravuren in
einem flachen Kérper auszubilden. Dabei ist darauf zu
achten, daB sich samtliche innengravurpunkte einer
dreidimensionalen Kennzeichnung innerhalb des Ab-
schnittes befinden, der unter Druckspannungen steht.
[0013] Jeder Innengravurpunkt ist bei einer zweidi-
mensionalen oder bei einer dreidimensionalen Innen-
gravur unterhalb der Oberflache des flachen Kémpers
angeordnet. Bei zweidimensionalen Innengravuren ist
vorzugsweise vorgesehen, daB jeder Innengravurpunkt
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in gleichem Abstand zur Oberflache unterhalb der Ober-
fliche des flachen Kérpers ausgebildet wird. Durch die
Einstellung dieses gleichen Abstandes wird vorteilhaft
vermieden, daf3 Innengravurpunkte innerhalb des Kern-
bereiches des flachen Kérpers ausgebildet werden.
[0014] Vorrichtungsseitig ist die Aufgabe erfindungs-
gemd&f dadurch geldst, daB eine Vorrichtung der ein-
gangs genannten Gattung eine MeBeinrichtung zum
Messen des Abstandes zwischen der Fokussieroptik
und der Oberflache des flachen Kérpers aufweist.
[0015] Beidem Einbringen einer Innengravurin einen
flachen Korper ist es erfordetrlich, daB die Wirkvolumina,
aus denen die innengravurpunkie gebildet werden, in
den Abschnitt der Druckspannung eingebracht werden.
Dieser Abschnitt weist bei flachen Kérpern, beispiels-
weise bei Flachgias, eine geringe Hdhe von ca, ein Vier-
te! der Dikke auf. Dadurch ist es erforderlich, den in die-
sem Abschnitt fokussierten Strah! hoher Leistungsdich-
te auch dann exakt in diesem Abschnitt zu halten, wenn
die Oberflache des flachen Kérpers nicht plan ist. Um
dieses Halten zu gewahrleisten, ist die MeBeinrichtung
Zzum Messen des Abstandes zwischen der Fokussier-
optik und der Oberflache des flachen Kérpers vorgese-
hen. Mit dieser kann der Abstand zwischen der Fokus-
sieroptik und der Oberflache exakt gemessen werden

‘und es kann bei Bedarf eine Korrektur des Abstandes

erfolgen.

[0016] Korrekturen sind insbesondere dann notwen-
dig, wenn die Oberflache des flachen Kérpers wesent-
lich von einer planen Oberflache abweicht. Aufgrund ei-
ner Ausstaitung von insbescndere Flachglasern mit
haufig gro3en Abmessungen und in Relation dazu klei-
ner Dicken treten Wébungen und Biegungen des fla-
chen Kérpers insgesamt auf, die sich auf den Abstand
zwischen der Oberfiache dieses flachen Koérpers und
der Fokussieroptik auswirken. Dieses Auswirken ist ins-
besondere dann zu beachten, wenn mehrere Innengra-
vurpunkie ausgebildet werden und dabei der Strahi zu
dem behandelnden flachen Kérper relativ bewegt wird.
Dieses Bewegen kann durch ein Bewegen der Fokus-
sieroptik oder durch ein Bewegen des zu behandeinden
flachen Kérpers mit der Haltevorrichtung, z. B. mit ei-
nem Haltetisch, oder durch Bewegungen beider Bau-
einheiten zueinander erfolgen. Wahrend des Einbrin-
gens der Innengravurpunkte wird der Abstand zwischen
der Obefflache des flachen Kdrpers und der Fokussier-
optik fortlaufend gemessen und es wird bei auftretenden
Abweichungen z. B. aufgrund von Wélbungen und Bie-
gungen der vorbestimmte Abstand sofort wieder einge-
stelit.

[0017] Dieses Einstelien kann durch eine Verdnde-
rung des Abstandes zwischen Kérperoberflache und
Fokussieroptik erfolgen oder auch durch eine Verande-
rung der Brennweite der Fokussieroptik erfolgen.
[0018] Die MeBeinrichtung ist beispielsweise der Fo-
kussieroptik zugeordnet. Sie kann dabei eine beriih-
rungslos messende MeBeinrichtung sein, vorzugsweise
eine Laser-MeBeinrichtung. Neben Flachgldsern kén-
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nen auch flache Scheiben aus Kunststoffen behandelt
werden.

[0019] Ausfihrungsbeispiele der Erfindung, aus de-
nen sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, sind
in der Zeichnung dargestelit. Die beiden Figuren der
Zeichnung zeigen Vorrichtungen zum Einbringen we-
nigstens einer innengravur in einen flachen Kérmper.
[0020] Mitjeder Vorrichtung wird ein flacher Korper 1,
der etwa plattenférmig ausgebildet ist, mit einer bzw.
mehreren Innengravuren 2 versehen. Jede Innengravur
2 besteht aus mehreren jeweils voneinander separaten
Innengravurpunkten, die in den gezeigten Ausfihrungs-
beispielen etwa entlang einer Linie innerhalb des fla-
chen Kérpers 1 ausgebildet werden.

[0021] Zum Einbringen der innengravur 2 in den fla-
chen Koérper 1 dient ein Strahl 3 hoher Energiedichte
(Fig. 1) bzw. ein Uber Galvanometerspiegel abgelenkter
Strahl 3 hoher Energiedichte (Fig. 2). Jeder Strahl 3 ist
ein Laserstrahl und wird in einer schematisch darge-
steliten Laserstrahlquelie 4 erzeugt und Gber einen oder
gegebenenfalls mehrere Umlenkspiegel 5 in Richtung
desflachen Kérpers 1 gelenkt. im Lichtgang des Strahls
3 ist eine Steileinrichtung 6 zur Veranderung der Brenn-
weite des Strahls 3 angeordnet.

[0022] Beider Vorrichtung nach Fig. 2 ist die Galva-
nospiegel-Anordnung 7 nachfolgend zur Stelleinrich-
tung 6 zur Verdnderung der Brennweite angeordnet.
[0023] Vor Auftreffen des Strahls 3 auf den flachen
Koérper 1 wird der Strahl 3 durch eine Fokussieroptik 8
gefuhrt. Mit dieser erfolgt ein Fokussieren des Strahls 3
derart, daB erin einem Bereich unmittelbar unterhalb
der Oberflache 9 des flachen Kdrpers fokussiert ist. Die
Fokussieroptik 8 ist beispielsweise als Planfeldobjektiv
(f-theta-Optik) oder als telezentrische Optik ausgebil-
det.

[0024] Jede der Vorrichtungen weist darfiber hinaus
eine MefBeinrichtung 10 auf, die der jeweiligen Fokus-
sieroptik 8 zugeordnet ist. Mit dieser MeBeinrichtung 10
ist der Abstand z zwischen der Fokussieroptik 8 und der
dieser zugekehrten Oberflache 9 des flachen Korpers 1
fortlaufend meBbar. Die MeBeinrichtung 10 arbeitet vor-
zugsweise beriihrungslos.

[0025] Derflache Kérper 1 ist jeweils auf einem nicht
weiter dargestellten Tisch angeordnet. Mit den Pfeillen
x und y ist dargestelit, daB der Kérper 1 mit dem Tisch
in einer horizontalen Ebene frei bewegbar ist. Zudem
kann die Fokussieroptik 8 beziigiich der Obetfiiche 9
des flachen Karmpers 1 in Richtung des mit z gekenn-
zeichneten Pfeils verdnderlich angeordnet sein. Auch
die Fokussieroptik 8 kann in einer zur Ebene des Ti-
sches parallelen Ebene entsprechend den Pfeilen x und
y frei bewegbar sein.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Einbringen wenigstens einer Innen-
gravur in einen flachen Kérper insbesondere aus
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transparentem Material, vorzugsweise in ein Flach-
glas, der eine mechanische Vorspannung aufweist
bzw. der nachfolgend eine mechanische Vorspan-
nung erhal,

dadurch gekennzeichnet,

daB fiir das Einbringen zumindestens ein Strahl (3)
hoher Leistungsdichte verwendet wird, der in einem
Wirkvolumen unmittelbar unterhalb der Oberflache
des flachen Kérpers (1) fokussiert wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Strahl (8) hoher Leistungsdichte
in einer Schicht unterhalb der Oberflache des fia-
chen Korpers (1) fokussiert wird, wobei die Dicke
dieser Schicht etwa 25 % der Gesamtdicke des Kor-
pers (1) betragt.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Innengravur (2) aus meh-
reren, voneinander jeweils separaten Innengravur-
punkten gebildet wird, wobei jeder Innengravur-
punkt aus einem Wirkveolumen ausgebildet wird.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB jeder Innengravurpunkt mit einem
Durchmesser ausgebildet wird, der etwa gleich dem
Abstand einander benachbarter Gravurpunkte ist.

Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf3 wenigstens
drei Innengravurpunkte dreidimensional zueinan-
der angeordnet werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB jeder Innengravur-
punkt unterhalb der Oberfidche (9) des flachen Kor-
pers (1) in gleichem Abstand zu dieser Oberflache
(9) ausgebildet wird.

Vorrichtung zum Einbringen wenigstens einer In-
nengravur in einen flachen Korper insbesondere
aus transparentem Material, vorzugsweise in ein
Flachglas, der eine mechanische Vorspannung auf-
weist bzw, der nachfolgend eine mechanische Vor-
spannung erhalt, umfassend wenigstens eine
Strahlenquelle zum Erzeugen des Strahis hoher
Leistungsdichte, eine Fokussieroptik zum Fokus-
sieren des Strahls und eine Haltevorrichtung fiir
den flachen Korper, insbesondere zur Durchfiih-
rung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1
bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB sie eine MeBeinrichtung (10) zum Messen des
Abstandes zwischen der Fokussieroptik (8) und der
Oberflache (9) des flachen Kérpers (1) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die MeBeinrichtung (10) der Fokus-
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10.

sieroptik (8) zugeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die MeBeinrichtung (10) eine
beriihrungsios messende MeBeinrichtung (10), vor-
zugsweise eine Laser-MeBeinrichtung (10), ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, da3 die Strahienquelle ei-
ne Laserstrahiquelle (4) ist.
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stens einer Innengravur in einen flachen Kdrper insbe-
sondere aus transparentem Material, vorzugsweise in
ein Flachglas, der eine mechanische Vorspannung auf-
weist bzw. der nachfolgend eine mechanische Vorspan-
nung erhalt, ist vorgesehen, daB fiir das Einbringen zu-
mindestens ein Strahl hoher Leistungsdichte verwendet
wird, der in einem Wirkvolumen unmittelbar unterhalb

der Oberflache des flachen Kérpers fokussiert wird.

Eine Vorrichtung, vorzugsweise zur Durchftihrung
des Verfahrens, umfassend wenigstens eine Strahlen-
quelle zum Erzeugen des Strahls hoher Leistungsdich-
te, eine Fokussieroptik zum Fokussieren des Strahls
und eine Haltevorrichtung fir den flachen Kérper, zeich-
net sich dadurch aus, daB sie eine Mef3einrichtung zum
Messen des Abstandes zwischen der Fokussieroptik
und der Oberfldche des flachen Kérpers aufweist.

Figl
4 S
/6
— ( 3
2 g 1
o 0B/
3 A ¥

>4

L—__J'__'
2/

‘T/f'

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

1138516A3_|_>



EP 1 138 516 A3

‘,‘) Europdisches el ROPAISCHER RECHERCHENBERICHT Nummer der Anmeldung
Patentamt EP 01 10 7685

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Kategoriel Kennzeichnung des Dqkument; mit Angabe, soweit erforderlich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
b der maf3geblichen Teile Anspruch ANMELDUNG  (int.CL7)
A DE 41 26 626 A (UNITED DISTILLERS PLC) 1-16 B41M5/26
27. Februar 1992 (1992-02-27) B4483/00
* Zusammenfassung * B44C5/04
* Spalte 2, Zeile 62 - Spalte 9, Zeile 6 * B44F1/06
* Anspriiche 1-25 * B44B7 /00
-— B23K26/00
A DE 44 07 547 A (SWAROVSKI & CO) 1-18 CO3C23/06
21. September 1995 (1995-89-21} B29C71/64

* Zusammenfassung *
* Spaite 1, Zeile 43 - Spalte 5, Zeile 61
*

* Anspriche 12-25 *

A EP © 743 128 A (NAICOTEC GMBH) 1-10
20. November 1996 (1996-11-20)
* das ganze Dokument *

A WO 94 14567 A (GOLDFARB BORIS ;FIREBIRD 1-10
TRADERS LTD (US))

7. Juli 1994 (1994-07-07)

* Seite 2 - Seite 10 * RECHERCHIERTE
g Anspr‘ilche 1-16 * SACHGEBIETE (Int.CLT)

.- B44B
A DE 31 47 385 A {VER GLASWERKE GMBH) i-10 B44C
16. September 1982 (1982-09-16) B44F
* Zusammenfassung * B23K
* Seite 6 - Seite 10 * . €o3C
* Abbildungen 1-4 * .
A DICKMANN K.: ‘"Innenbearbeitung von Glas [1-10
mit Nd:YAG-lLaser® .
LASER MAGAZIN,
Bd. H. 1, 1995, Seiten 16-19, XP002240507
* das ganze Dokument *
Der vorfiegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche ersteltt
Qecherchenort + der Rech Proter
g MUNCHEN 8. Mai 2003 Vogel, T
% KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE T : der Erfindung 2ugrunde liegende Theorien oder Grundsétze
<« £ : atteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
g X : von besonderer Bedeutung allein betrachiet nach demAnmeldedatum verdffentlicht worden ist
§, Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer D : in der Anmeldung angefahries Dokument
= anderen Vertffentiichung derselben Kategorie 1. : aus anderen Grinden angefbhrtes Dolument
= A : technologischer Hintergrund
E_’ O : pichtschriffliche Offenbarung & : Mitglied der gleichen F ilie, Cberei c
g P : Zwischentliteratur Dokument

NSDOCID: <EP. 1138616A3_|_>




BNSDOCID: <EP.

EPO FORM PO461

EP 1138 516 A3

ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 01 10 7685

in diesem Anhang sind die Mitglieder der Patenttamilien der im obengenannten europdischen Recherchenbericht angefihrten

Patentdokumente angegeben.

Die Angaben dber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dierien nur zur Unterrichtung und erfoigen ohne Gewahr.

08-65-2003

tm Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefuhrtes Patentdokument Verbfientlichung Patenttamilie Veraffentlichung

DE 4126626 A 27-02-1992 AT 150702 T 15-04-1997

AU 654287 B2 03-11-1994

AU 8247091 A 20-02-1992

AU 8413591 A 17-03-1992

CA 2049079 Al 16-02-1992

CN 1064038 A B82-09-1992

DE 4126626 Al 27-02-1992

DE 698125378 D1 30-04-1997

DE 69125378 12 09-10-1997

DK 543899 T3 06-10-1997

EP 6543899 Al 92-06-1993

ES 2102401 T3 01-08-1997

F1 930638 A 12-02-1993

FR 2665855 Al 21-02-1992

WO 9203297 Al 05-03-1992

GB 2247677 A ,B 11-03-~1992

GR 3023872 13 30-09-~1997

HK 1007298 Al 09-04-1999

HK 1007259 Al 09-04-1999

IE 912884 Al 26-02-1992

JP 3029045 B2 04-04-2000

Jp 6500275 T 13-01-~1994

NO 930516 A 12-02-1993

PT 08686 A 31-08-1993

Us 5266496 A 27-04~1993

ZA 9106265 A 28-10-1992

DE 4407547 A 21-09-19985 DE 4407547 Al 21-09-1995

EP 0743128 A 20-11-199% LT 95051 A 25-11-1996

AT 213681 T 15-03-2002

DE 59608777 D1 04-04-2002

EP 0743128 Al 20~11-1986

WO 9414567 A 07-07-1994 AU 5872994 A 19-07-1994

- o CA 2152067 Al 07-07-19%4

Wo 9414567 Al 07-07-1994

us 5575936 A 19-11-1996

DE 3147385 A 16-09-1982 FR 2495982 Al 18-06-1982

DE 3147385 Al 16-09-1982

For nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : sieche Amisblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82

1138516A3_|_>



	2010-07-27 Foreign Reference

